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Egyik előző do lgoza tunkban néhány tapasztalatról számol tunk be együtt tem-
perál t NaCl lemezek hőkezelésére vonatkozólag [1] (1. ábra) . Most néhány mérési 
e redményünket ismertet jük, melyeket a lemezrendszerbe vitt N'a2 4CI eloszlására 
k a p t u n k . 

A N a 2 4 C I gamma-sugárzásának felezési ideje kb. 15 óra , felezőrétegének vastag-
sága ó lom esetén kb. 16 mm. Méréseinkhez az aktivitást oldatban kap tuk , még-
pedig rendszerint 2 m C / c m 3 hígítás-
ban . Az aktív oldatot a kívánt mennyi-
ségben a kristály felületére pipet táztuk, 
ma jd inf ravörös lámpa alatt bepárol tuk . 
Temperá lá s után a kristálylemezeket, 
illetve azok megmérni kívánt részét 
1—2 c m 3 vízben oldva, normál kémcső-
ben üreges NaJ (T l ) kristállyal lS72-es 
decimái scalerrel mér tük ki. 

Minden nyomjelzős mérés problé-
mája , hogy ioncsere lép fel az aktív és 
nem aktív ionok közöt t . Esetünkben 
is csak kellő óvatossággal szabad a 
t emperá lás után a lemezekben talált 
akt ivi tásból a lemezrendszerben a tem-
perálás alatt lezajló fo lyamatokra következtetni . Azt biztosan ál l í that juk, hogy a 
N a 2 4 C l molekulák jelzik azt az utat, amelyet a vele aktivált lemezek molekulái 
a t emperá lás alatt bejárnak. 

Az ioncsere következtében egy aktivált felület elpárolgás folytán sohasem 
szabadul meg teljesen az aktív ionok jelenlététől. Ez éppen úgy kiértékelési nehéz-
ségekhez vezet, mint az, hogy a párolgási fo lyamatban elsősorban a felületi aktív 
molekulák vesznek részt, nem pedig a kristálylemezre vitt egész aktivitás. A kapot t 
akt iv i tásokat mindig csak relatíve lehet tekinteni, mert nyilván a bevitt akt ivi tás 
ér tékétől is függ a nem aktivált lemezekben a temperálás után talált aktivitás értéke. 

1. A lemezrendszer egyes tagjaihoz tartozó molekulák elterjedése a töhhi lemezen 

A lemezek egyikének valamelyik felületére az említett m ó d o n aktivitást vittünk 
fel, m a j d temperálás után az egyes lemezeket kettérepesztet tük és mé r tük az alsó, 
ill. felső felületeken, valamint az e 'választó gyöngyökön lerakódot t aktivitást . A gyön-
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gyök aktivitását, „visszaadtuk" az alattuk levő felületnek, bár a r á juk lerakódott 
aktivitás, amint ez a 2. ábra idevonatkozó adataiból kitűnik, m a g u k o n a lemezeken 
kapott aktivitáshoz képest általában elhanyagolható, az illető felső felület aktivitásá-
nak legfeljebb 10%-a volt. 

A 3. ábrán a 2. ábra elrendezése szerinti aktiváláskor kü lönböző helyzetű 
lemezek különböző felülete, kü lönböző kályhák, különböző hosszú ideig tör ténő 

temperálás esetében ad juk meg az 
egyes lemezek akt ivi tásának eloszlását 
a lemezrendszerben. A 3. ábra adatai-
ból lá tható , hogy 

1. mindegyik lemez molekulái el-
ter jednek és beépülnek a lemezrendszer 
valamelyik tag jába : 

2. a szomszédos lemezekbe beépült 
molekulák mennyisége exponenciáli-
san N = N0e~ká törvény szerint csök-
ken, aho l d az aktív lemezektől számí-
tott távolság; 

3. a lemezrendszer legszélső tagjait 
leszámítva Д, tehát a „felezőréteg" vas-
tagsága (kb. 2—3 m m ) nagyjából füg -
getlen 

a ) a temperálás idejétől; 
b) az egyes ká lyhák hőmérsékle-

teinek kisebb eltéréseitől; 
c ) a lemezek helyzetétől: attól. 

hogy 
d) a lemez alsó vagy felső felü-

lete volt-e aktív; 
e ) a lemezrendszer tagjainak alsó 

vagy felső felületén vizsgáljuk-e a be-
épülést; 

f ) az aktivált lemeztől felfelé 
vagy lefelé vizsgáljuk-e az aktivitás 
terjedését. 

4. Akár a felső, a k á r az alsó felü-
letet aktiváltuk, temperálás után felfelé 
mindig az alsó, lefelé pedig a felső 
felületek mutatnak (3- 4-szer) nagyobb 
aktivitást. 

5. Valamennyi lemezről származó aktivitás a legtöbb esetben aránylag jelentős 
mértékben jelentkezik a tégely alsó részében. 

Az exponenciális beépülés törvényét más oldalról adta vissza a következő 
mérésünk. Aktivált felület fölé 2 m m távolságtól kezdve a távolságot 2— 2-mm-rel 
növelve 22 mm távolságig 1 — 1 ó rán át 1 — 1 lemezt tettünk. A lemezekbe beépült 
aktivitás a távolság függvényében m o s t is exponenciálisan csökken. A felezőréteg 
vastagsága csaknem kétszer akkora , mint lemezrendszer esetén (4. ábra а görbe). 
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2. ábra. Az 5,9 cm mélységben levő lemez alsó 
felületére akt ivi tást v i t tünk fel, majd 15 ó r á s tem-
perálás u t án megmér tük az aktivitás el terjedését 
a lemezrendszer tagja in és az elválasztó gyöngyö-
kön . Az áb rán baloldal t megadjuk az egyes le-
mezek felső felületének a tégely szájá tó l való 
távolságát cm-ben, a ra jz közepén a lemezeket 
sematizáló vona lakon a felső, ill. alsó felületen 
a hőkezelés u tán talált aktivitást a há t t é r levo-
nása u t án beütés/percben, jobboldalt pedig a 
gyöngyökön lerakódot t aktivitást (a hát tér t 

ugyancsak levonva). 
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H a a z e g y e s l e m e z e k b e b e é p ü l t a k t i v i t á s t k o r r i g á l t u k — t e k i n t e t b e v é v e a z t , h o g y 
k ö z b e n a z a k t í v l e m e z a k t i v i t á s a l e b o m l á s , p á r o l g á s f o l y t á n c s ö k k e n ( e n n e k m é r t é k é t 
is k i m é r t ü k ) , a k k o r a 4 . á b r a b g ö r b é j é h e z j u t o t t u n k . E z u t ó b b i t e h á t a z t m u t a t j a , 
h o g y a n c s ö k k e n n e a b e é p ü l é s a l e m e z e k k ö z ö t t i t á v o l s á g f ü g g v é n y é b e n , h a a n e m 
a k t í v l e m e z m i n d i g u g y a n a k k o r a a k t i v i t á s ú l e m e z f e l e t t v o l n a . 

3. ábra. Aktivitást vittünk fel valamelyik lemez alsó, ill. felső felületére. Tentperálás után a iemezekcl 
kettérepesztettük, és megmértük az egyes (alsó: o, felső: 1) felületek aktivitását. Az ordinátára 
a mér t aktivitást a háttér levonása után beütés/percben adjuk meg, az abszcisszára az egyes lemezek 

felső felületének a tégely szájától való távolságát mértük fel cm-ben: 
a 1. sz. kályha, 27,5 órás temperálás (vegyük észre, hogy az aktivált lemez aktivitása (A) egy 
nagyságrenddel nagyobb, mint a többi esetben); b — 5. sz. kályha, 38 órás temperálás; с 
l . s z . kályha, 60.5 órás temperálás; d l . s z . kályha, 25 órás temperálás; e l . s z . kályha, 

27 órás temperálás; f 6. sz. kályha. 15 órás temperálás. 

Г 
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2. Két szembenfekvő felület kölcsönhatásának vizsgálata 

A lemezrendszer kb. 8 cm mélységében levő tag jának felső felületére aktivitást 
v i t tünk föl, majd 11 órás temperálás után az aktivált lemezt és a felette levő lemezt 
25 részre darabol tuk. A részecskék aktivitását (beiités/percben mérve) súlyukkal 

osztva megkaptuk a ra j tuk megmaradt , ill. 
a rájuk lerakódott aktivitás átlagos érté-
két. Az így kapot tak közül a legkisebbet 
vettük egységnek. Amint az 5. ábrán közölt 
mérési adata ink muta t ják , a két aktivitás-
eloszlás eléggé megfelel egymásnak. 

A mégis meglevő eltérésnek egyik oka 
lehet az, hogy az egyes, kb . 5 x 5 m m 2 felü-
letü kristályokon az aktivitás eloszlásának 
erős inhomogenitása következtében az egyes 
részek azonos méretére olyan mértékben 
kellene ügyelnünk, amelyet nem tudtunk 
megvalósítani. — Egy másik ok lehet az, 
hogy az elválasztó gyöngyök akadályozzák 
a kristálylemezek egymás felé forduló felü-
leteinek kölcsönhatását . 

Ez okozza a 6. ábrán közölt mérési ada-
toknak nem teljes megfelelését is. Ekkor a kb . 
6 cm mélységben levő lemez alsó felületére 
vittünk fel aktivitást és vizsgáltuk 27 órás 
temperálás után az aktivitás-eloszlást az aktív 
alsó és az alatta levő, eredetileg nenvaktív 
lemez felső felületén. A lemezeket elválasztó 
gyöngyöket a sarkokra helyeztük. Temperá-
lás után a lemezeket 16 részre osztottuk, 
megint meghatároztuk az aktivitás/tömeg 
(beütés/mg. perc) hányadost , majd az össze-
hasonlíthatóság érdekében megint ezen utób-
biak közül a legkisebbet tekintettük egység-
nek, így kaptuk meg az ordinátákra felírt 
relatív értékeket. A 6. ábrán az oszlop szerinti 

eloszlást is megmuta t juk . Jól lá tható, hogy a gyöngyökkel nem fedett 2. és 3. sor, 
ill. В és С oszlop egyezése kielégítő, a többinél is csak azoknak a pontoknak 
helyzete -nem megfelelő, amelyeket a gyöngy elfedett. 

Más, hasonló méréseink is azt muta t ták , hogy nemcsak a felső felület rajzolja 
fel a maga tükörképét a felette levő, tehát hidegebb alsó felületre, hanem fordítva 
is: az alsó, hidegebb felület is á t fo rmál ja „a maga képére" az alat ta levő, melegebb 
„ c s a k " párolgó felületet! 

Megjegyezzük, hogy izotóp nyomjelzővel k imérhető az is, hogy a két egymás-
felé forduló lemezfelület kölcsönhatása esetünkben milyen távolságban mosódik el. 
A mérést a következő módszerrel végeztük el. Inhomogén eloszlásban aktivitást 
vi t tünk fel egy 8 cm mélységben elhelyezett lemez felső felületére. A lemez fölé 

2 U В 8 10 12 14 16 18 20 22 28 mm 

4. ábra. Aktivált felület feletti lemezek 
a lsó felületén beépült aktivi tás a lemezek 
távo lságának függvényében. A temperálás 
ideje mindig 1—1 óra vol t . Az a görbét 
k a p j u k , ha a lemezeken kapot t aktivitást 
minden korrekció nélkül vesszük, min t 
a h o g y ezt a 3. áb rán t e t t ü k ; a b görbéhez 
j u t u n k , ha a mérési eredményeket korr i -
gá l juk az aktív lemez akt ivi tásának tem-
perá lás alatti ( lebomlás, páiolgás) csök-

kenése mia t t . 
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5. ábra. Aktivált felső felület aktivitásának letükrözödése a felette levő alsó felületre. Az x jelzésű 
adatok az eredetileg akt ivál t (felső) felület, az о jelzésű ada tok a temperálás alat t aktiválódott 
(alsó) felület adatai. Az „1 . so r " aktivitás eloszlásnál feltüntettük a két lemez helyzetét és részben 
a da rabo lás módját. Az alsó lemez felső felületéie vittünk fel aktivitást , a lemezrendszert temperál-
tuk, s temperálás után az aktivált lemezt, m a j d a felette levő lemezt 25 — 25 részre osztva mértük 
az egyes kis részek aktivi tását , melyet tömegükkel osztva, megkaptuk átlagos aktivitásukat. Az 
ordinátán az aktivitást relatív egységekben a d j u k meg. Az egyes lemezek 25-öd részére kapott 
beütés/mg. perc értékek közül a legkisebbet egységnek véve, kap tuk az ordinátán feltüntetett érté-

keket. Az abszcisszán megadot t számértékek darabszámok. 
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6. ábra. Aktivált alsó felület aktivitásának letükrözödése az alat ta levő felső felületre. Az x jelzésű 
a d a t o k az eredetileg aktivált (alsó) felület, az о jelzésű a d a t o k az előbbi a l a t t levő (felső) felület 
ada ta i . Az 1 jelzésű részábránál, az 1. so r aktivitás eloszlásának ábrázolásán kívül feltüntettük 
a lemezek feldarabolásának módját is. A temperálás u tán a két felületet 16 — 16 részre osztot tuk, 
megmér tük az egyes kis részek aktivitását, melyet tömegükkel osztva megkaptuk átlagos aktivitá-
suka t . Az utóbbiak közü l a legkisebbet egységnek véve, k a p t u k az ordinátán feltüntetett értékeket. 

Az abszcisszán megadot t értékek darabszámok. 
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azonos időn, 1 — 1 órán át kü lönböző távolságra másik lemezt helyeztünk, majd 
ezt az előbbi m ó d o n 25 részre feldarabolva kimértük, kiértékeltük. A mérési ered-
ményeket a 7. ábra mutat ja . Amint lát juk, teljes homogenitást csak 25 m m távolság-
ban kaptunk. 
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7. ábra. Aktivált felső felület fölé 1 — 1 órára különböző távolságokra 1 — 1 lemezt helyeztünk, 
ma jd a lemezeket 16 — 16 részre vágtuk. Az egyes kis lemezkék aktivitását az egész lemez tömegével 
megszoroztuk (korrekció azonos vastagságra), majd osztottuk maguknak a lemezkéknek a tömegével 
(átlagos 1 mm 2 felületre), majd a legkisebb aktivitást muta tó lemezke aktivitásával. Az így kapot t 
értékek adják a kristálylemezek aktivitását önkényes egységben. Az ábrán az egyik, egymás fölé 

eső sorhoz tar tozó lemezkék aktivitását adjuk meg. 

.(. A lemezrendszer által alkotott résekben lejátszódó folyamatokról 

A lemezrendszer egyes tagja inak felső vagy alsó felületére (vizes ragasztással) 
kis, kb . 5 X 5 X 1 m m 3 méretű lemezkéket helyeztünk. A lemezkék szabadon marad t 
felülete aktiválva volt, az aktivitás értékét megmértük temperálás előtt, temperálás 
u tán . Megmértük ezenkívül temperálás után a gyöngyökre került aktivitást, és a 
lemezeket kettérepesztve : alsó és felső felületük aktivitását. 

A 8. ábrán két 24 órás temperálás adatait tünte t tük fel. Az ábrából egyúttal 
l á tha tó a temperálási elrendezés is. A 8a ábrán a lemezkéket az egyes lemezek 
szélére, a 8b ábrán pedig a közepére tettük. Mindké t ábrán a tégely baloldalán 
— kívül — levő értékek az egyes lemezek helyét ad ják meg mm-ben. A két mérés 
mm-ada ta i között i eltérést az egyes lemezîk vastagságának különbözősége okozza. 
A lemezek közötti rés most is, mint minden esetben 7,5 mm széles volt. A 8. ábrán 
a tégelyalak jobboldalán a gyöngyök aktivitásának értékét ad juk meg beütés/perc-
ben. Megjegyezzük, hogy a mérési adatokból m á r levont hát tér 200 beütés/perc 
volt általában. Éppen ezért a há t té r levonása után megmaradt pl. 50 beütés/perc 
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és alatti értékeket, mint a hát tér ingadozásába esőket, csak fenntartással 
szabad elemezni. A 8. ábrán a lemezek felső felületére írt számok a temperálás után 
a fe lső felületen megjelent és a kis lemezkéken megmaradt aktivitás együttes értékei 
beütés/percben. Az alsó felületekre írt értékek a temperálás után ezeken megjelent 
aktivitás. A felső felületekre írt értékeket úgy tekinthetjük, mint a szemközti alsó 

и 

201 
13011 

11032 
1155 

21239 
2130 

11952 
2200 

.10902 
3950 

12392 
2660 

7212 
3013 

10387 

368 

0 % 

1,6% 

6,8% 

11 % 

20% 

29,2% 

37% 

29% 

gyöngy 

- 0 

- 0 

-128 

-72 

-27 

á57 

67 

3d 

cm 
0 -i 

17 -

27 -

37 -

15-

51 

63 

71 -

79 

51179 

333 
16799 0,7 °/a 

1517 
69959 

1135 

70658 

6129 
39361 

11331 

21810 
70156 

22150 

31396 
92998 

37188 
77879 

2,2% 

8,3% 

15,5% 

51972 20,6% 

30,8 % 

56882 w6% 

37% 

18% 

gyöngy 

- 17 

- 6 8 

-13 

- 61 

- 199 

-381 

-313 

-115 

-260 

8. ábra. Ké t 24 órás temperá lás adata i : a ese tben aktivált felületű kb. 5 x 5 x 1 m m 3 méretű lemez-
kéket helyeztünk az egyes lemezek felső felületére — olda l t ; b esetben pedig a lemezek közepére. 
A tégely alak baloldalán az egyes lemezek felső felszínének helyét mm-ekben, jobbo lda lán pedig 
a gyöngyökre lerakódot t aktivi tás ér tékét a d j u k meg beütés/percben. A lemezek felső, ill. alsó 
felületére írt értékek a temperálás u tán ezeken fellelhető akt ivi tás beütés/percben. A %-ér tékek 

azt m u t a t j á k , hogy a felső felületek ak t iv i tásának hány % - a a velük szemben levő felületé. 

felületekre ható aktivitás mértékét, melynek hatását úgy értékeltük ki, hogy hány 
%-a az alsó felületen talált aktivitás az alatta levő felső felületen megmaradtnak . 

Amint a 8. ábrából látható, nagyjából mindegy, hogy az aktivált lemezkét hogyan 
helyezzük el, a lerakódások százaléka eléggé azonos. 

Az egyes lemezek felületén lejátszódó folyamatokra ad felvilágosítást a 9. ábra. 
A 9a áb rán bemutatot t mérési eredményeink arra az esetre vonatkoznak, amikor 
az egyes lemezek felső felületének 4—4 sarkára helyeztünk el lemezkéket, s mértük 
a lemezkék aktivitásának a temperálás hatására bekövetkezett százalékos csökke-
nését 54 órás temperálás után. Az egyes kis lemezkék aktivitása nyilván egymásra 
is ha to t t , de tapasztalataink szerint a lemezkék kölcsönhatása, mint az a 9b ábrán 
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összehason l í tha tóság é rdekében m e g a d o t t , és egyenként elhelyezett lemez-
k é k r e v o n a t k o z ó akt ivi tásveszteségek ada t a i m u t a t j á k , n e m jelentó's, az a és b áb ra 
gö rbé inek l e fu t á sa alig k ü l ö n b ö z i k . Az együt t t emperá l t 4 — 4 lemezke akt ivi tás-
vesztesége egyút ta l a r ra is felvi lágosítást ad , hogy m e k k o r a m é r é s ü n k szórása . 

Amin t a 9. á b r a m u t a t j a , a kis l emezek ak t iv i táscsökkenése igen je lentékeny 
lehet , kb . 6 7 cm mélységben maximál i s , itt k b . 50 ó rás t emperá l á s u tán eléri a 
80%-ot . 

Kérdés , h o v a kerül a kis lemezek ak t iv i t á sa? 
A kérdés megválaszo lása é rdekében sz i sz temat ikusan megvizsgá l tuk , hogy a 

lemezrendszer egyes t a g j a i n a k közepére helyezett egy-egy kis, ak t ivá l t felületű 
lemezke ak t iv i tása hogyan csök-
ken a t emperá l á s idejének függ-
vényében, m e n n y i kerül ebbó'l a 
lemezkéhez t a r t o z ó kristály felü-
letére és menny i a szemközt i 
felületre . 

Min t a p é l d a k é p p e n b e m u -
t a t o t t 9. á b r a mérés i eredményei 
m u t a t t á k , t e m p e r á l á s fo ly tán á l ta-
l á b a n a kis lemezek akt ivi tása 
igen n a g y m é r t é k b e n csökken . Az 
„ e l t ű n t " ak t iv i tás egy része, min t 
az a 8. á b r á b ó l is l á tha tó , meg-
t a l á lha tó vol t az akt ivál t lemez-
kével szemközt i felületen, másik 
része pedig m a g á n - a vele érint-
kező' felületen. Ez a két felület egy 
rést a lkot , és e n n e k „ z á r t s á g á t " 
a b b ó l í tél tük meg , hogy a benne 
összesen (kis lemezen, ez alat t i és 
a vele szemközt i fe lületen) a tem-
perá lás u tán ta lá l t akt ivi tás hány 
százaléka a n n a k az akt iv i tásnak, 
amelye t a kis lemezek hőkezelés 
né lkül egyszerű lebomlás mia t t 
m u t a t t a k vo lna . A m i n t a m o s t 
köve tkező t á b l á z a t o k m u t a t j á k , 
a z akt ivi tás 75—100%-ig m e g m a -
r a d a szemközt i fe lületek a lko t t a 
résben , t ehá t a hőkezelés a la t t v é g b e m e n ő f o l y a m a t o k zöme c s a k u g y a n ezeken 
a réseken belül j á t s z ó d i k le. 

A t á b l á z a t o k b a foglalt mérés i e r e d m é n y e k megí té lésekor szemelő t t kell t a r t a -
n u n k , hogy az egyes lemezek akt iv i tása , a m i n t azt az 1. p o n t b a n m e g m u t a t t u k , 
h a b á r exponenc iá l i san c s ö k k e n ő mér t ékben , de mégis á t t e r j ed m i n d k é t i r ányban , 
felfelé és lefelé a szomszédos lemezekre . Meg jegyezzük az t is, hogy k ü l ö n ö s e n a 
m a g a s a b b hőmér sék l e tű , t ehá t a tégely a lsó részében levő lemezek szétválasztása 
b i zonyos p o r l ó d á s s a l j á r , és így ezek a mérési a d a t o k j o b b a n szó rnak . Az t is tek in te tbe 
kell vennünk , h o g y végeredményben két k ü l ö n b ö z ő időben elvégzett ak t iv i tásmérés 
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9. ábra. A lemezrendszer tagja inak felső felületére helye-
zett kis, kb . 1 x 4 x 5 m m 3 méretű lemezkék aktivitásá-
nak csökkenése a tempeiá lás ha tása a l a t t : a — abban 
az esetben, ha az egyes lemezek sarkai ra 1—1 lemezkét 
helyeztünk; b— ha az egyes lemezek közepére helyez-

tünk egy kis lemezt. 



I. TÁBLÁZAT 

Az aktivált lemezke felül. 
A temperálás után a kis lemezek elpárolgási veszteségének a résben megtalált mennyisége százalékosan. A temperálás idejét órában, az aktivált 

kis lemezke alatti felületnek a tégely szájától számított távolságát mm-ben adjuk meg. 

6 órás 10 órás 10 órás 14 órás 24 órás 24 órás* 28 órás* 28 órás 55 órás 55 órás 

mm V 
/о 

mm % mm % mm / о mm % mm V 
/о 

mm /о mm 1 ° / /о mm % mm V 
/о 

15 102 10 101 11 102 17 96 15 99 8 102 8 100 7 89 90 13 Î 85 
26 101 20 101 22 101 28 98 25 92 17 100 17 98 15 91 23 88 24 i 8b 
36 100 30 91 31 99 39 93 34 93 27 99 27 98 24 95 33 87 35 Í 8 4 
46 103 40 89 40 99 49 97 45 89 38 99 37 95 33 95 43 89 44 82 
56 94 50 92 49 93 60 98 56 94 47 93 45 95 42 89 54 91 55 У 79 
64 91 60 90 59 92 70 95 64 95 57 96 54 92 52 86 63 89 62 1 75 
76 84 68 86 69 93 80 95 74 97 67 83 63 90 61 95 73 79 
85 86 79 83 76 91 81 86 71 99 70 83 83 87 

88 89 87 99 79 93 81 78 

* Az aktív lemezke nem középen, hanem oldalt volt. 

II. TÁBLÁZAT 

Az aktivált lemezke alul. 
A temperálás után a kis lemezek elpárolgási veszteségének a résben megtalált mennyisége százalékosan. A temperálás idejét órában, az 

aktivált lemezkéhez tartozó lemez felső felületének a tégely szájától számított távolságát mm-ben adjuk meg. 

11 órás 11 órás 14 órás 14 órás 24 órás* 24 órás* 30 órás** 30 órás 46 órás 46 órás 51,5 órás 55 órás 

mm /о mm V 
/о mm % mm % mm V /0 mm % mm V /0 mm /о mm % mm % mm ; V 

/о mm % 
1 87 0 88 3 102 5 104 0 95 5 95 5 99 0 108 8 99 2 103 

11 100 9 86 13 111 13 98 16 91 14 96 9 101 19 99 12 84 
22 87 17 88 25 108 24 103 18 106 15 99 25 93 25 90 19 99 27 100 21 87 
30 90 27 87 36 104 33 108 29 88 35 76 35 94 29 102 35 103 30 100 
40 81 36 87 47 98 44 100 37 102 35 97 44 97 45 100 39 95 45 [ 102 40 95 
52 84 46 86 55 96 55 98 55 88 56 92 49 93 55 85 50 100 
62 83 55 80 64 98 65 99 57 93 55 95 59 82 63 76 67 95 60 95 65 ! 89 60 77 
72 83 65 75 74 78 74 92 71 86 73 89 70 90 

75 76 76 85 75 91 84 86 

* Csak minden 2. lemezen volt aktív lemezke. 
** Csak minden 3. lemezen volt aktív lemezke. 
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eredményét kellett összehasonlí tanunk, melyhez azonos mérésgeometriai feltétele-
ket teljes mértékig biztosítani szükségképpen nem sikerült. 

A Na2 4Cl-dal végzett méréseink jó l mutat ják , milyen erős kölcsönhatásban 
vannak az együtt temperál t p róbada rabok . Erre is gondolnunk kell tehát , amikor 
szokás szerint a feszülések elkerülése érdekében saját anyagának törmelékén, mint 
alátéten végezzük el a temperálást. 

Úgy véljük, hogy az együtt temperál t p róbadarabok kölcsönhatása nemcsak 
egyszerű diffúzióval vagy a térben levő áramlás folytán vándorló gőzmolekulákkal 
van kapcsolatban, h a n e m a már Kowarski [2] által megfigyelt, G. G. Lemmlein, 
E. Dukova és A. A. Csernov [3] által részletesen tanulmányozot t ún. tú lhűtöt t cseppek 
út ján is (10. ábra). A két szemben f o r d u l ó felület szabályos kölcsönhatása valószí-
nűvé teszi, hogy a temperá ló térben kisebb-nagyobb részecskék kavarognak, meg-
t apadnak a felületeken, esetleg ú j ra elszakadnak onnan , növekvő részecskékből 
csökkenővé válnak és viszont. 

[1] Turchányi György, Horváth Tiinde és Tarján Imre, Magy. Fiz. Foly., 10, 81, 1962. 
[2] L. Kowarski, Compt . Rend., 195, 1091, 1933. 
[3] G. G. Lemmlein, E. Dukova, és A. A. Csernov Krisztallográfija, 2, 428, 1957. 

10. ábra. Az ún . túlhűtött csepp jelen-
sége hökezelt N a C l kristály felületén. 
A cseppektől ki induló felületi sáv az ún. 

protuberancia (X100). 

I R O D A L O M 

2' 
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